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·信号与信息处理·

基于时序逻辑的测试系统的设计与实现

王华乔，王明忠，王会鹏

（湖北三江航天红林探控公司第三研究室，湖北 孝感 432000）

摘 要：为对某系统工作状态中的重要性能参数进行全程监测和定量分析，并满足在高冲击等特殊环境下使用的要求，提出

了一种基于FPGA以及Flash介质的测试存储系统设计方案。详细阐述了硬件系统各组成模块的电路及其工作原理，给出了系
统内部数字电路的时序逻辑，介绍了采集中的编码方法和提高存储速度的方法。在实际工作过程中，测试系统达到了准确、可靠

的记录技术要求，记录下的数据为器件的工作状态分析提供了详实的依据。
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Design and Implementation of Testing System Based on Logic Time Sequence
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Abstract: In order to monitor and analyze quantitatively the important performance parameters of a system in

operation during full process and satisfy the operation requirements under special operation environments such as
high pressure impact, a measurement and storage system design method is proposed based on field-programmable
gate array (FPGA) and Flash dielectric. The circuits and operation principles of the modules in hardware system are
described in detail. The corresponding timing sequence logic of digital circuits in the system is given. The methods
for encoding in collection and for improving storage speed are introduced. The accurate and reliable design require⁃
ments in operation are achieved. And detailed basis is provided for analyzing the operation states of the device
based on the recorded data.
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在电子技术深入发展以及工程应用要求日益精 质。器件从设计到实验、定型的过程中，工作状态下

准的背景下，无论是相关科学研究还是技术预研以 工作参数的记录环节便显得必不可少。全程工作状

及工程应用中愈发要求进行实时的全程状态监测。 态下的实时参数有助于快速定位故障原因，发现设

对项目中重要工程参数进行全工作状态下的定量分 计中的缺陷与不足。后期处理数据后绘制出的数据

析与研究，以便获取工作状态下对应参数的变化规 拟合曲线使测试结果的分析更为形象、直观。

律 [1]，提升性能。测试系统常常在恶劣的工作环境
中工作，受到各种干扰，从而影响到了系统的正常工 1 设计与实现
作以及采集的测量数据，导致整个系统的可靠性大

为降低。因此存储介质的测试数的安全性对于整个 采用Altera公司Cyclone Ⅱ系列中的FPGA器件
存储记录系统具有重要的实际意义。闪存作为一种 EP2C15为数字主控器，控制与调度整个测试系统中
非挥发性的半导体存储芯片,具有体积小、功耗低、 各部分的协作与运行。全系统分为供电电源、数据

不易受物理破坏的优点，是记录仪的理想存储介 采集与调理、FPGA主控、存储介质、接口五大部
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分。其系统结构图如图1所示。
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图1 整体系统框图

1.1 信号采集

依据测试对象，要求测试系统具备 8个有效采
样通道，4个系统编码通道，单通道信号采样频率为
100 kHz。A/D采集转换器件采用12 bit分辨率、最高
采样率 1 Mbps的AD7492即可满足全部性能要求[2]。
总采样率为800 kHz，要求模拟开关动作后的稳定时
间参数必须远小于 1.25 μs。MAX4634通道模拟开
关的断开和导通稳定时间参数如表 1，完全符合采
样要求[3]，因此可采用两片MAX4634作为全部通道
的模拟切换开关。

表1 MAX4634特性参数
参数 min typ max 单位

导通时间 14 18 ns
断开时间 6 11 ns

1.2 状态设计

根据外部信号特点，整个系统需对全系统状

态进行合理分配，结合不降低记录质量的前提下

尽量减少工作功耗的要求，全系统是逻辑状态分

配如图 2。
1.2.1 上下电状态

上电状态由两种信号控制：采集信号中的 12 V
直流信号，经过消抖动处理后取其上升沿触发；读

数接口中的上电线，由其高电平状态触发。上电同

时给两片闪存发控制命令，然后开启AD对外部敏

上电线常

待上电 开到常闭 数据
采集存储

计算机上电
记录完毕

下电 休眠状态

记录完毕

擦除状态 读数状态

图2 状态转换逻辑图

感信号进行转换，系统进入等待状态。FPGA主控
则对敏感信号的转换数值与触发值进行比较，当连

续大于设定的触发值后，触发系统进入高速采样和

存储状态。其时序如图3所示。
24 MHz 24 MHz

1.5Ｍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TR ---- --- ---CONVST

BUSY
RD/CS-- ----- -RD/CS--
---CE1-

---CE2-

S1 写使能写寄存器写使能 写BUSY 写AAI
图3 上电及等待状态时序

由于整个存储系统需独立工作，在其他状态下

尽量关闭非必须部分的电源以降低功耗。下电由两

种信号源控制：读数接口中的下电线信号处于高电

平时，整个系统全部下电；记录完毕时，FPGA对系
统电源进行配置管理，关闭模拟电路电源[5]。

1.2.2 采集控制

当数字板上的触发信号由低变成高电平，FPGA
主控检测该信号并多次判断无误后，开启时钟开始

转换，直到记录满。在此状态下，主控 FPGA向
AD7492输出占空比为 10:1、频率为 100 kHz的 CON⁃
VST信号，控制其进行AD转换，并等待 BUSY信号
的下降沿。与此同时 FPGA对AD7492输出的 12位

X
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并行数据进行并串转换，并向闪存发送片选指令、

时钟信号以及计数，将串行数据存到闪存中。当闪

存存满、数据记录完毕后，整个系统就退出数据采

集，进入休眠状态，等待外部计算机读数以及系统

下电信号。采样控制时序如图4所示。

图4 数据采集及写入状态时序

数据安全性原则，即未读取过的数据不能擦

除。因此可在在E2PROM单元中对未读取过的数据
进行标记，以便与已读取过的数据进行区分。在等

待读数和擦除状态下须先对存储器中的数据进行判

断。此措施可有效防止误擦除数据，确保了存储数

据的安全性。

1.2.3 存储设计

使用两片三星公司 K9F1G08U0系列 NAND闪
存芯片，单片容量为 512 MB。在存储系统中采用乒
乓操作，即对两片Flash存储芯片采取数据和控制命
令交替写入的方式，其读写控制如图 5和图 6所示。
在对其中一片闪存芯片进行数据编程时，对另外一

片发送命令，然后两者的工作方式互换。不仅可以

提高整个存储系统数据存储的稳定性，还可大幅度

提升采集数据的存储速度，间接提高整个系统的工

作速度[6]。

D0~D11 FPGA
数
据

命
令

１片 2片

1.3 数据编码

闪存中的数据每 8个字为一帧，每页闪存（204
8 Byte）可存储 128帧。若以 AD7492的转换信号
convst作为时钟进行计数，则可实现输出通道的选
择。每帧中前 7个字为 1~7路采集信号的数据，最
后一个字为校验码，对前面位数的有效数据进行校

对[7]，其帧格式如图7所示。
1~7路采集数据 FE8B
图7 存储数据的帧格式

2 测试结果

通过接口电路与上位计算机相连，应用上位机

软件控制读取接口电路进行读数，就可将存储器中

存储的数据读取到电脑中，以供分析和查看。图 8
即为记录下的被测器件的工作状态参数中通道 1信
号图像。

0.47
0.36
0.25
0.13
0.02

39 738.10 39 764.78 39 791.46 39 831.48
图8 通道1的信号

3 结束语

设计了基于 FPGA以及 Flash介质的测试存储
系统的时序逻辑，并设计了针对性的信号调理电

路。在充分考虑到测试系统的工作环境的状态下，

采用多种手段提高了数据的存储速度和可靠性，并

D0~D11 FPGA
数
据

命
令

１片 2片

尽可能地降低了整个系统的功耗。全程实时信号

数据存储为器件相关工作状态的特性测试与理论
图5 1片写数据时控制 校验提供了详细、精确的原始数据，为其改进和状

况分析提供了有力、准确的分析资料。

图6 2片写命令时控制
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光能力要比短波长区域弱，光场向包层泄露，光功率

降低，从而Γ值减小趋势越明显。
3 结 论

通过对气孔八边形排列的光子晶体光纤进行数

值模拟计算发现，掺杂纤芯直径、掺杂折射率是影响

掺杂光子晶体光纤的关键因素。掺杂纤芯直径、掺

杂折射率的变化会引起纤芯和包层的相对折射率差

的变化，从而使得光功率分布发生变化，引起掺杂光

子晶体光纤的特性变化。这些规律对使用光子晶体

光纤构建高功率光纤激光器、光纤放大器提供了必

要的理论指导。
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